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中文提要： 
本篇論文之完成從計畫構思及儀器組裝、進行實驗量測及應用、到最後成果

論文之撰寫，花費之總時間歷經超過 5年。5年內歷經多次退稿、修正到最後投
稿至 ASS期刊不到一個月時間就被接受了。著作所利用之量測技術「歐傑電子
能譜技術」，廣泛應用於表面科學及檢驗超薄膜樣品化學組成之研究，也是本實

驗室的特色專長技術之一，著作中述及的 ZnO(0001̅ )晶體樣品，為完美的 C軸
對稱結構 (O/Zn/O/Zn…)，表面出廠值為氧原子極性。由於元素之平均自由徑具
有高度表面敏感度，因此作者提出兩種利用不同電子平均自由徑的硬球物理模型

之訊號計算方法(IMFP及 EAL)，確切計算出僅約 6層平均原子層深度的理論預
測歐傑電子能譜成分訊號比為最佳條件，最後將約 5年內超過 100組歐傑電子能
譜實驗數據蒐集統計後，以實驗繪製說明 ZnO晶體表面原子層比例分佈曲線，
其中最高機率之 Zn及 O訊號比與提出之理論計算 IMFP模型結果對比後相符度
極高，因此以此作為日後訊號比偏離時應該對應何種表面極性狀態之判斷根據，

即使是 O極性晶體表面、Zn原子仍占大多數(為 Zn-rich狀態)。此方法推測表面
原子極性的成功基礎將可持續延伸至許多類似之 C軸對稱型分子束磊晶材料系
統上，解決許多超薄膜複合性材料系統之表面極性種類及後覆蓋所產生相關原子

鍵結物理性問題。本實驗室親自完成計算理論模型以及親自蒐集統計並再次確認

顯示在約 100組實驗數據上。 


